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【背景】産総研ではアボガドロ国際プロジェクト（IAC）に参加し、同位体濃縮 28Si 単結晶を用いて X 線結晶密度（XRCD）法によ

り、アボガドロ定数の決定を行っている。本課題では、結晶評価として、我々が考案した自己参照型格子コンパレータを用い

て、Si 単結晶の格子定数分布測定を行った。 

【実験】測定に用いた試料は、格子定数の絶対測定を実際に行う、X 線干渉計用

にカットされた同位体濃縮単結晶シリコン素子である。格子定数分布測定を行い、

絶対測定の結果とあわせて結晶評価を行った。 

【結果】図にX線干渉計の格子定数分布図を示す。これまで測定した、自然同位体

Si単結晶の格子面間隔は相対値で約4×10-8の分布が見られたが、今回測定した

同位体濃縮 28Si 単結晶の格子定数の変化は標準偏差で 4.7×10-9 であり、充分均

質で一様な単結晶であった[1]。 

これらの結果を踏まえ、IAC ではアボガドロ定数を相対不確かさ 3.0×10-8で決定し

た[2]。この結果は、2010 年の CODATA による基礎物理定数の調整に採用される

予定である。 
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図 同位体濃縮 28Si 単結晶から作製された X 線

干渉計用素子の格子定数分布 


